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ESTUDO DO RADICAL ORGANICO NOS SUBPRODUTOS E REJEITOS

DE XISTO POR RPE
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No Brasil existem trés grandes bacias sedimentares, e certamente, uma das mais estudadas ¢ a bacia sedimentar
do Parana, que abrange os estados brasileiros de Goids, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Sao Paulo, Parand,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesta bacia ha um programa de exploragao de xisto na jazida de Sao Mateus
do Sul (PR). Visando a minimizacao dos impactos ambientais destes subprodutos e residuos, utilizamos neste
trabalho, a técnica espectroscépica de Ressondncia Paramagnética Eletronica (RPE) para caracterizagio dos
subprodutos (cal xisto - CX e fino do xisto - FX) e rejeitos do minério xisto (xisto retortado - XR). As amostras
estudadas foram recolhidas em fases diferentes do processo, sendo os subprodutos do xisto CX e FX obtidos
durante o processo de mineragao e o xisto XR, rejeito, obtido na pirélise. As amostras foram maceradas e
desagregadas em malha de 1 mm, e calcinadas em diferentes temperaturas (ambiente, 200, 400 e 700 °C), outras
ainda foram levadas até uma mesa agitadora onde receberam 10ml de peréxido de hidrogénio (H.0),
permanecendo em agitagao por 48h. Esse processo foi repetido por 20 vezes. Foram observados dois sinais: um
de radical livre organico (g=2,003) e outro sinal com largura de linha de 1,8 Gauss (g=2,000) nas amostras de FX e
CX tanto na temperatura ambiente quanto nas temperaturas de 200 e 400 °C. A amostra de XR apresentou apenas
o sinal do radical organico, resultado que corrobora com a literatura. No entanto, quando a mesma amostra de
XR foi lavada com H;O; observou-se (veja figura 1) o sinal do radical orgénico e mais o sinal em g=2,000,
semelhante aos sinais das amostras de FX e CX. A amostra de XR foi submetida a Difragao de raios-X
apresentando sinal intenso de quartzo, sugerindo que o sinal em g=2,000 seja defeito na estrutura cristalina do
quartzo.
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Figura 1. Espectros de RPE do xisto retortado (XR) com e sem lavagem com HzO:.
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